
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ

Линии равного наклона

Линии равной толщины

Кольца Ньютона

Слой с нулевой и слой с высокой отражательной способностью

Отражение от параллельных поверхностей

Интерферометр Майкельсона



Отражение от параллельных поверхностей
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Схема наблюдения линий равного наклона
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Линии равной толщины

Линии равной толщины локализованы
 вблизи поверхности 

Освещение монохроматическим светом 

Освещение белым светом 
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Схема наблюдения линий равной толщины
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Условия максимумов:

Условия минимумов:



Чем отличаются?
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Слой с нулевой отражательной способностью

Просветленная оптика

Стекло баритовый флинт БФ-1

Пленка виллиолент NaF

Коэффициент отражения R=0,008



Слой с высокой отражательной способностью

Коэффициент отражения Rмакс= 0,15



Интерферометр Майкельсона
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Интерферометр Майкельсона
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Линии равной толщины наблюдают при освещении 
параллельным пучком света пленок или воздушных зазоров 
переменной толщины.

Линии равного наклона наблюдают при освещении 
расходящимся пучком света плоскопараллельных пленок или 
воздушных.

Максимальная толщина пленок, при которой еще 
возможно наблюдение интерференции, ограничена 
степенью когерентности и монохроматичности света.


